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SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POMIARU PARAMETROW
PROCESU SUSZENIA KONWEKCYJNEGO

Streszczenie

Artykut zawiera opis mdiwosci wykorzystaniasrodowiska LabView do
automatyzacji pomiaréw parametrow procesu suszinimavekcyjnego. Na
bazie modelu komory suszarniczej zaproponowano kigdgwe czujniki
pomiarowe, umdiwiajace pomiar takich parametréw pracy jak: temperatura,
predkos¢ przeptywu, masa probki. Zaprezentowano przyktademglad wir-
tualnego przyradu, umaliwiajacego obserwacje i odczyt oklenych da-
nych pomiarowych.

Stowa kluczowe:technika komputerowa, sterowniki PLC, suszenie
Wprowadzenie

Suszenie lub dosuszanie materialtdbw organicznych jgggym z waniejszych
procesOw stosowanych w przegtey rolno-spaywczym. Najczsciej wykorzysty-
wanymi w tym procesie ugdzeniami § suszarki konwekcyjne. Znajdupne za-
stosowanie w przechowalnictwie jako anzenia zapewniage wydajne suszenie
materiatdbw organicznych. Wymagapne jednak dostarczeniazgji ilosci energii
koniecznej do podgrzania czynnika sicseo (najcgsciej powietrza). Sid pro-
wadzone s prace majce na celu obmenie energochtonioi tego procesusci-
bisz 1992, 1993; Sumorek, 2001]. Badania prowadzomgm zakresie wykazaty
korzystne oddziatywanie pola elektrycznego na suszoedium.

Badania eksperymentalne, dotyce procesow suszenia, polegap wyznaczeniu
charakterystyk suszenia. Natomiast przy badaniwdass susacych pomiary
zawgza sk do oceny wilgotngéci koncowej suszonej probki. To ograniczenie wy-
nika z trudnéci pomiaru wilgotnéci w trakcie procesu suszenia. Nie oddaje to
jednak w petni obrazu przebiegu procesu suszerfiadanym urgzdzeniu.
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Chac obserwowa efektywna¢ suszenia w catym okresie pracy suszarki, parame-
try procesu suszenia powinnydrejestrowane w sposébagty. Z regulty pomiary
prowadzone gw seriach zrénicowanych pod wzgtlem wilgotndci pocatkowe;j
prébki, pedkosci przeptywu czynnika suseego, temperatury powietrza sase-

go. Dlatego stanowisko badawcze powinno dawazliwos¢ pomiaru réwnie i

tych parametréw.

Zatozenia konstrukcyjne

W celu realizacji przedstawionych zad badawczych opracowany zostat auto-
matyczny uktad pomiaru parametrow procesu susz&uaanalizy procesu odpa-
rowywania wody przyito metod wagowa polegagca na pomiarze masy probki suszo-
nego materiatu. Ubytki masy probki odpowiagdiégsci odparowanej z niej wody,ast
ciagly pomiar masy pozwala na wyznaczenie rzeczywksgjvej suszenia.

W ustalonych warunkach konstrukcyjnych komory strsizaej oraz przy ustalo-
nych parametrach dosuszanego materiatu czynnikagtywajacymi na efektyw-
nos¢ procesu suszenia svarunki klimatyczne w jakich odbywaesproces (wil-
gotna¢ i temperatura strugi sugzej) oraz pedkos¢ przeptywu strugi suszej.
Stad te czynniki wytypowano do uwzglnienia w trakcie pomiaréw na stanowisku
badawczym. Schemat zastosowanego systemu pomiargvaegistawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat systemu pomiarowego:- Temperatura na wlocie, ;w- wil-
gotna¢ na wlocie, T — temperatura na wylocie, ;,w wilgotng¢ na
wylocie, v — pgdkas¢ przeptywu, m — masa probki

Fig. 1. Diagramme of the measuring system~Tinlet temperature, w inlet
humidity, & — outlet temperature, s+ outlet humidity, v — flow speed,
m — weight of the sample
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Odczyt wartéci mierzonych wielkéci fizycznych (wilgotné¢, temperatura, pd-
kos¢, masa) odbywa siprzy wykorzystaniu specjalizowanych przetwornikow
pomiarowych. Pozwalajone na uzyskiwanie wielkoi elektrycznych (pd lub
napkcie) proporcjonalnych do mierzonych waxo ale zawartych w standaryzo-
wanych przedziatach. Pozwala to zatem na beegaie przestanie ich sygnatu
pomiarowego do usdzen peryferyjnych komputera.

Stanowisko pomiarowe

Podstawowym elementem stanowiska pomiarowego jestoka suszarnicza.
W komorze umieszczana jest probka kontrolna matepeddawanego suszeniu.
Przeplyw strugi suszej wymusza termowentylator, pozwaley na regulag
predkosci przeptywu jak i na zmiany temperatury czynnikgzcego. W komorze
zainstalowane gs czujniki pomiarowe. Rozmieszczenie punktéw pomigrch
w stanowisku badawczym przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Schemat rozmieszczenia punktow pomiarowgtmowisku badawczym
Fig. 2. Diagramme of measurement points distribution ontéfs¢ stand

Przyjgta metoda wagowa wyznaczania krzywej suszenia, \wyegagly pomiar

masy suszonej probki. Pomiar ten realizowany jestrzez wykorzystanie belki
tensometrycznej wtzonej w uktad mostka pomiarowego. Belka tensormetry

pofaczona jest ze zbiornikiem suszonego materiatu uggjcia s proporcjonalne
do masy suszonej prébki.
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Dane dotycace prdkosci przeptywu powietrza sugzego dostarcza czujnik qui-
kosci przeptywu powietrza - typ EE 61-VB5 Schurichtatimiast pomiar warun-
koéw srodowiskowych umdliwia zintegrowany czujnik klimatyczny - typ EE20
FT6A21 Schuricht. — mieszy wilgotnas¢ i temperatug srodowiska. Zadania
akwizycji danych, ich opracowania i prezentacjzgimanych wynikow pomiarow
oraz obliczé realizowane & za pomog karty pomiarowej National Instruments
DAQ PCI-6025E i oprogramowania LabView 6.0.

Srodowisko LabView pozwala na tworzenie wirtualnyplzyrzadéw pomiaro-
wych na bazie karty pomiarowej. Interfejs komuni§ag takiego miernika jest
dostosowany do indywidualnych potrzehyitkownika [Ttaczata 2002]. &tkow-
nik komunikuje s¢ z systemem pomiarowym poprzez interfejs, ktéregryka-
dowy widok przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. LabView - widok panela kontrolno-pomiargave
Fig. 3. LabView — view of the measurement- androbpanel

Panel kontrolno-pomiarowy umlowia odczyt wilgotndci strugi powietrza oraz
jej temperatugy na wlocie i wylocie z komory suszarniczej. Pozwalavniez na
ciagly pomiar pedkosci przeptywu czynnika suseego i masy probki poddanej
procesowi suszenia.
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Wyglad elementow pomiarowych oraz ich rozmieszczenigulpicie mae by
zmieniany i dostosowywany do indywidualnych upodobaytkownika. Zmiany
te nie wplywag na jak@¢ pomiaru, ale poprawigjkomfort obstugi uradzenia.

Odpowiadagcy interfejsowi komunikacyjnemu schemat uktaduapoé instrukcji
i blokéw sterugcych zaprezentowano na rysunku 4.
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LabView - diagram p@ize: elementéw uktadu pomiarowego

Rys. 4.
LabView diagramme of connections of measuring system elsmen

Fig. 4.

Podsumowanie

Zaprezentowany uktad pomiarowy zrealizowany w ojpaocgrodowisko LabView
umazliwia doktadny i szybki pomiar parametréw procesiszenia konwekcyjne-
go. Jest on fatwo modyfikowalny. Urdavia dofaczanie dodatkowych czujnikéw
pomiarowych do istnigcego uktadu. Daje réwniemazliwosé bezpdredniej ana-
lizy otrzymywanych danych pomiarowych, zaréwno nadgtawie uzyskanych
odczytéw jak i przeprowadzanych analiz matematyckny
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Zastosowangérodowisko LabView umdiwia samodzielne tworzenie algorytméw

obliczeniowych, sid istnieje maliwos¢ otrzymania oprdécz analiz standardowych
takze wiasnych zalaosci, odpowiadajcych potrzebom badacza. Wszystkie
wyniki analiz i obliczé mog by¢ zaprezentowane w postaci graficznej lub cyfro-
wej na panelu kontrolno-pomiarowym.
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SYSTEM OF AUTOMATIC MEASUREMENT
OF CONVECTION DRYING PROCESS PARAMETERS

Summary

The article contains a description of the posgibdi of using LabView environ-
ment to automatize the measurement of convectigmglrprocess parameters.
Based on the drying chamber model, measuring sengere proposed, making
possible to measure such work parameters as tetuperdlow speed, sample
weight. The possible appearance of the virtual ae¥or observing and reading
the measuring data was presented.

Key words: computer technology, PLC controllers, drying
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